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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

бакалавриата по направлению подготовки 22.03.01  «Материаловедение и технологии 

материалов» профиль подготовки «Материаловедение и технологии наноматериалов и 

наносистем», рекомендациями методической комиссии и накопленным опытом 

преподавания дисциплин профиля кафедрой наноматериалов и нанотехнологии РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 семестра. 

Программа относится к вариативной части учебного плана, к блоку дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.03.01). 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний о сканирующей 

зондовой микроскопии, изучение ее теоретических основ, принципов работы и 

возможности использования для решения актуальных задач нанотехнологии и 

наноматериалов. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение принципов работы и устройства сканирующего зондового микроскопа; 

- формирование системных знаний в области методов сканирующей зондовой 

микроскопии; 

- изучение возможностей использования методов сканирующей 

зондовоймикроскопии в различных областях наноматериалов, выработка на этой основе 

системного подхода к постановке и выполнению научных исследований в указанной 

области, способности анализировать и критически оценивать получаемые результаты, 

предлагать пути решения поставленных задач. 

Дисциплина «Зондовая микроскопия» преподается в 7 семестре. Контроль 

успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Зондовая микроскопия» при подготовке бакалавров по 

направлению 22.03.01 – Материаловедение и технологии материалов, бакалаврская 

программа – Материаловедение и технологии материалов наноматериалов и наносистем, 

направлено на формирование следующих компетенций: 

 



Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

  

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 

Обобщённые трудовые 

функции 

− сбор и анализ 

данных о 

существующих типах 

и марках 

наноматериалов и 

наносистем, их 

структуре и свойствах 

применительно к 

решению 

поставленных задач с 

использованием баз 

данных и 

литературных 

источников; 

− участие в работе 

группы специалистов 

при выполнении 

экспериментов, 

проведению расчетов 

и обработке их 

результатов по 

созданию, 

исследованию и 

выбору 

наноматериалов и 

наносистем, оценке 

- основные типы 

наноматериалов и 

наносистем 

неорганической 

(металлических и 

неметаллических) и 

органической 

(полимерных, 

углеродных) природы, 

твердые, жидкие, 

гелеобразные, 

аэрозольные, включая 

нанопленки и 

наноструктурированные 

покрытия; 

- методы исследований, 

испытаний, 

диагностики и контроля 

качества 

наноматериалов, 

полуфабрикатов, 

заготовок деталей и 

изделий на их основе, 

твердых, жидких, 

гелеобразных и 

аэрозольных 

ПК-2 Способен 

применять навыки 

использования 

принципов и методик 

комплексных 

исследований, 

испытаний и 

диагностики 

материалов, изделий и 

процессов их 

производства, 

обработки и 

модификации, включая 

стандартные и 

сертификационные 

испытания 

ПК-2.1 Знает основные 

принципы и методики 

комплексных 

исследований, 

испытаний и 

диагностики 

материалов, изделий и 

процессов их 

производства, 

обработки и 

модификации, включая 

стандартные и 

сертификационные 

испытания 

 

ПК-2.2 Умеет 

применять навыки 

комплексных 

исследований, 

испытаний и 

диагностики 

материалов, изделий и 

процессов их 

производства, 

обработки и 

модификации, включая 

Профессиональный стандарт 

26.006 «Специалист по 

разработке 

наноструктурированных 

композиционных материалов», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 № 604н. 

А: Лабораторно-аналитическое 

сопровождение разработки 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

(уровень квалификации – 6) 

B: Научно-техническая 

разработка и методическое 

сопровождение в области 

создания наноструктурированных 

композиционных материалов 

(уровень квалификации – 6) 

Профессиональный стандарт 

40.104 «Специалист по 

измерению параметров и 

модификации свойств 

наноматериалов и наноструктур», 

утвержденный приказом 
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эксплуатационных 

характеристик с 

помощью 

комплексного анализа 

структуры и физико-

механических, 

коррозионных и 

других свойств, 

устойчивости к 

внешним 

воздействиям; 

− сбор научно-

технической 

информации по 

тематике 

экспериментов для 

составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций, участие в 

составлении отчетов 

по выполненному 

заданию. 

наносистем, методы 

диагностики и анализа 

нанодисперсных 

частиц, нанопленок и 

наносистем 

- нормативно-

техническая 

документация и 

системы сертификации 

наноматериалов и 

изделий на их основе, 

протоколы хода и 

результатов 

экспериментов, 

документация по 

технике безопасности и 

безопасности 

жизнедеятельности. 

стандартные и 

сертификационные 

испытания 

 

ПК-2.3 Владеет 

основными методами 

комплексных 

исследований, 

испытаний и 

диагностики 

материалов, изделий и 

процессов их 

производства, 

обработки и 

модификации, включая 

стандартные и 

сертификационные 

испытания 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от «7» сентября 2015 

г. № 593н. 

C: Совершенствование процессов 

измерений параметров и 

модификации свойств 

наноматериалов и наноструктур 

(уровень квалификации – 6) 

− сбор и анализ 

данных о 

существующих типах 

и марках 

наноматериалов и 

наносистем, их 

структуре и свойствах 

применительно к 

решению 

поставленных задач с 

использованием баз 

- основные типы 

наноматериалов и 

наносистем 

неорганической 

(металлических и 

неметаллических) и 

органической 

(полимерных, 

углеродных) природы, 

твердые, жидкие, 

гелеобразные, 

ПК-5 Способен 

применять навыки 

использования 

принципов и методик 

комплексных 

исследований 

наноматериалов и 

процессов их 

получения, обработки и 

модификации 

ПК-5.3 Владеет 

основными методами 

определения физико-

химических свойств 

наноматериалов 

Профессиональный стандарт 

26.006 «Специалист по 

разработке 

наноструктурированных 

композиционных материалов», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 № 604н. 

А: Лабораторно-аналитическое 

сопровождение разработки 
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данных и 

литературных 

источников; 

− участие в работе 

группы специалистов 

при выполнении 

экспериментов, 

проведению расчетов 

и обработке их 

результатов по 

созданию, 

исследованию и 

выбору 

наноматериалов и 

наносистем, оценке 

эксплуатационных 

характеристик с 

помощью 

комплексного анализа 

структуры и физико-

механических, 

коррозионных и 

других свойств, 

устойчивости к 

внешним 

воздействиям; 

сбор научно-

технической 

информации по 

тематике 

экспериментов для 

составления обзоров, 

отчетов и научных 

аэрозольные, включая 

нанопленки и 

наноструктурированные 

покрытия; 

- процессы получения, 

обработки и 

модификации 

наноматериалов, 

включая 

наноструктурные 

пленки и покрытия, 

полуфабрикатов, 

заготовок деталей и 

изделий на их основе, а 

также технологические 

процессы с участием 

наноструктурированных 

сред; 

 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

(уровень квалификации – 6) 

B: Научно-техническая 

разработка и методическое 

сопровождение в области 

создания наноструктурированных 

композиционных материалов 

(уровень квалификации – 6) 

Профессиональный стандарт 

40.104 «Специалист по 

измерению параметров и 

модификации свойств 

наноматериалов и наноструктур», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от «7» сентября 2015 

г. № 593н. 

C: Совершенствование процессов 

измерений параметров и 

модификации свойств 

наноматериалов и наноструктур 

(уровень квалификации – 6) 

Анализ опыта 
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публикаций, участие в 

составлении отчетов 

по выполненному 

заданию. 

 

 



 

знать:  

-  классификацию методов сканирующей зондовой микроскопии; 

- устройство и принцип работы и физические основы сканирующих зондовых 

микроскопов; 

- принципы реализации атомарного разрешения в сканирующих зондовых 

микроскопах; 

- общие представления о разрешающей способности различных видов; 

 - возможности и области применения методов СЗМ для исследования 

наноматериалов; 

уметь:  

 - анализировать изображения и данные, полученные различными методами СЗМ;  

-  корректно определять морфологию нанообъектов и наноматериалов;  

- использовать стандартные методики СЗМ для анализа наноматериалов; 

- формулировать технические требования к объектам исследования; 

владеть: 

- навыками обработки изображений, полученных различными методами СЗМ; 

 принципами проведения эксперимента на современных приборах сканирующей 

зондовой микроскопии; 

- методами работы с научной литературой и электронно-библиотечными ресурсами 

по теоретическим и технологическим аспектам сканирующей зондовой микроскопии. 

 

3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3,0 108 

Контактная работа – Аудиторные занятия: 1,33 48 

Лекции (Лек) 0,44 16 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 32 

Самостоятельная работа (СР): 1,67 60 

Контактная самостоятельная работа 
1,00 

0,2 

Самостоятельная проработка разделов дисциплины  59,8 

Вид контроля: зачет с оценкой - - 

 

 

Виды учебной работы В зачетных 

единицах 

В астрон. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3,0 81 

Контактная работа – Аудиторные занятия: 1,33 36 

Лекции (Лек) 0,44 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 24 

Самостоятельная работа (СР): 1,67 45 

Контактная самостоятельная работа 
1,00 

0,15 

Самостоятельная проработка разделов дисциплины  44,85 

Вид контроля: зачет с оценкой - - 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Часов 

Всего Лек ПР СРС 

1 Современные методы визуализации 

наноматериалов 
56 8 20 28 

1.1 Современные методы визуализации 

наноматериалов 
3 1 2 - 

1.2 Введение в СЗМ 3 1 2 - 

1.3 Сканирующая туннельная микроскопия 

(СТМ). 
14 2 4 8 

1.4 Атомно-силовая микроскопия 20 2 6 12 

1.5 Сканирующая ближнепольная 

оптическая микроскопия 
16 2 6 8 

2 Возможности СЗМ 20 4 6 10 

2.1 Другие виды СЗМ 6 2 2 2 

2.2 Возможности СЗМ 14 2 4 8 

3 Применение СЗМ 32 4 6 22 

3.1 Применение СЗМ для исследования 

основных классов наноматериалов 
26 2 2 22 

3.2 Исследование биологических объектов с 

помощью СЗМ 
3 1 2 - 

3.3 Современные приборы и методы СЗМ 3 1 2 - 

 Зачёт - - - - 

 Всего часов 108 16 32 60 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1 Основы сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) 

Раздел 1.1 Современные методы визуализации наноматериалов. 

Современные методы визуализации и исследования нанообъектов и наноматерилов. 

Понятия разрешающей способности и дифракционного предела. Атомарное разрешение в 

современных методах исследования. Сравнениеосновных микроскопических методов 

(оптические, электронные, зондовые). Преимущества, недостатки и области применения 

сканирующей электронной микроскопии, просвечивающей электронной микроскопиии 

сканирующей электронной микроскопии. 

Раздел 1.2. Введение в СЗМ. 

История СЗМ. Устройство и принцип работы сканирующих зондовых микроскопов. 

Основные элементы СЗМ. Сканеры. Система обратной связи. Зондовые датчики. Принцип 

формирования изображения в СЗМ.Защита от внешних воздействий. Классификация 

методов СЗМ. Сравнение разрешающей способности различных видов СЗМ. 

Раздел 1.3. Сканирующая туннельная микроскопия (СТМ).  

Физические основы СТМ. Электронные структуры твердого тела и его поверхности. 

Туннельный эффект. Технические основы СТМ. Конструкции сканирующих туннельных 

микроскопов. Режимы работы СТМ. Метод постоянной тока. Метод постоянной высоты. 

Метод отображение работы выхода. Реализация атомарного разрешения в сканирующем 
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туннельном микроскопе. Ограничения СТМ. Реализация атомарного разрешения в 

сканирующем туннельном микроскопе. Подготовка поверхности твердых тел для СТМ 

исследований. 

Раздел 1.4. Атомно-силовая микроскопия (АСМ). 

Силовое взаимодействие зондового датчика и образца. Потенциал Леннарда-

Джонса. АСМ зонды: виды, способы изготовления, основные параметры. Конструкция 

АСМ. Способы регистрации отклонения кантилевера. Режимы работы АСМ. Контактная 

атомно-силовая микроскопия- метод постоянной высоты, метод постоянной силы, 

контактный метод рассогласования. Недостатки контактной АСМ. Полуконтактная атомно-

силовая микроскопия. Преимущества и недостатки полуконтактной АСМ. Кривые 

зависимости силы от расстояния. Латеральное взаимодействие зонда и образца. 

Микроскопия латеральных сил. Разрешающая способность АСМ. Бесконтактная АСМ. 

Возможности бесконтактной АСМ. Использование органических молекул в качестве 

зондов для СЗМ. Нанотрубки – датчики СЗМ. 

Раздел 1.4. Сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия (СБОМ). 

Теоретические основы СБОМ. Эффективное преодоление оптического 

дифракционного предела.Зонды СБОМ: типы, изготовление. Конструкции ближнепольных 

оптических микроскопов. Контроль расстояния между зондом и поверхностью. Реализация 

системы обратной связи. Разрешающая способность СБОМ. Режимы работы и виды СБОМ. 

Конфигурация СБОМ с модулем ИК-Фурье.  

Раздел 2 Возможности СЗМ. 

Раздел 2.1. Другие виды СЗМ. 

Микроскопиясил трения. Метод модуляции силы. Многопроходные методики 

работы СЗМ. Электросиловая микроскопия. Сканирующая емкостная микроскопия. Метод 

зонда Кельвина. Магнитная силовая микроскопия (МСМ). Принцип работы СЗМ в режиме 

МСМ. Квазистатические методики МСМ. Колебательные методики МСМ. Зондовые 

датчики для МСМ. Литография в СЗМ. СТМ, АСМ литография. Анодно-окислительная 

литография. 

2.2. Возможности СЗМ.  

Преимущества и недостатки СЗМ. Стандарты СЗМ. Искажение изображения 

сканером. Искажения, связанные с зондовым датчиком. Искажения, связанные режимом 

работы СЗМ. Калибровка СЗМ. Принципы корректировки изображений СЗМ. Возможности 

атомно-силовой микроскопии в определении формы и размеров наночастиц металлов и их 

соединений. Методики восстановления реальной геометрии объектов исследования АСМ. 

Возможность проведения неразрушающих исследований с помощью АСМ. 

Раздел 3 Применение СЗМ 

Раздел 3.1. Применение СЗМ для исследования основных классов 

наноматериалов.  

Атомарное разрешение, достигнутое с помощью СТМ. Применение МСМ. 

Применения ближнепольной оптики. Исследование водородных связей. Определение 

размеров и формы наночастиц. Исследования морфологии и локальных свойств 

полимерных материалов. Исследования магнитных наночастиц и структур методом МСМ. 

Вычисление адгезионных сил методом АСМ. Возможности и перспективы АСМ в 

исследовании синтетических химических волокон. Исследование надмолекулярной 

структуры полимеров и композитов. Использование СЗМ для исследования морфологии и 

процессов роста. 

Раздел 3.2.Исследование биологических объектов с помощью СЗМ. 
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Использование СЗМ в различных средах. Возможности СЗМ для исследования 

объектов в жидких средах. Принципы приготовления биологических объектов для 

исследования с помощью СЗМ. Возможности в исследовании белковых молекул с 

помощью СЗМ. Изучение ДНК. Исследования вирусов и бактерий. Исследование 

адгезионных взаимодействий. 

Раздел 3.3. Современные приборы и методы СЗМ.  

Основные производители сканирующих зондовых микроскопов. Формат данных в 

СЗМ. Варианты визуализации СЗМ изображений. Количественный анализ СЗМ 

изображений. Статистический анализ изображений, полученных с помощью СЗМ. 

 

5 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Раздел 

1 2 3 

 Знать:  

1 классификацию методов сканирующей зондовой микроскопии + - - 

2 
устройство, принцип работы и физические основы 

сканирующей зондовой микроскопии 
+ - - 

3 
принципы реализации атомарного разрешения в сканирующих 

зондовых микроскопах 
+ + + 

4 
возможности и области применения методов СЗМ для 

исследования наноматериалови функциональных материалов 
+ + + 

5 
общие представления о разрешающей способности различных 

видов 
+ + + 

 Уметь:  

6 
анализировать изображения и данные, полученных различными 

методами СЗМ 
- + + 

7 
корректно определять морфологию нанообъектов и 

наноматериалов 
- - + 

8 
формулировать технические требования к объектам 

исследования 
- + + 

9 
использовать стандартные методики СЗМ для анализа 

наноматериалов; 
+ + + 

 Владеть:    

10 
навыками обработки изображений, полученных различными 

методами СЗМ  
- + + 

11 
принципами проведения эксперимента на современных 

приборах сканирующей зондовой микроскопии 
- + + 

12 

методами работы с научной литературой и электронно-

библиотечными ресурсами по теоретическим и 

технологическим аспектам сканирующей зондовой 

микроскопии 

+ + + 

 Код и наименование ПК  

13 

ПК-2 Способен применять навыки использования принципов и 

методик комплексных исследований, испытаний и диагностики 

материалов, изделий и процессов их производства, обработки и 

модификации, включая стандартные и сертификационные 

испытания 

+ + + 
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14 

ПК-5 Способен применять навыки использования принципов и 

методик комплексных исследований наноматериалов и 

процессов их получения, обработки и модификации 

+ + + 

 

6 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 22.03.01– 

Материаловедение и технологии материалов, профиль  – Материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем предусмотрено проведение практических занятий по 

дисциплине «Зондовая микроскопия» в объеме 32 часов. Практические занятия проводятся 

под руководством преподавателя и направлены на углубление теоретических знаний, 

полученных обучающимся на лекциях, и приобретение навыков применения теоретических 

знаний в практической работе. 

В рамках практических занятий магистры посещают научные центры и центры 

коллективного пользования, где знакомятся с устройством и принципом работы 

сканирующих зондовых микроскопов. 

Примерный перечень практических занятий 

№ Раздел Темы практических занятий Часы 

1  Раздел 1 - Знакомство с программными модулями для СЗМ.  

- Сравнение и анализ изображений, полученных с помощью 

сканирующей зондовой микроскопии, просвечивающей 

зондовой микроскопии, сканирующей электронной 

микроскопии. 

- Методика проведения экспериментов методом АСМ. 

20 

2  Раздел 2 

 

- Преимущества и недостатки сканирующей зондовой 

микроскопии. Принципы анализа и описания данных 

полученных с помощью СЗМ.  

- Количественный анализ данных СЗМ. 

6 

3  Раздел 3 

 

- Возможности современных методов сканирующей 

зондовой микроскопии. Применение СЗМ в изучении 

наноматериалов. 

- Исследование биологических объектов методами СЗМ. 

6 

 

6.2. Лабораторные занятия 

 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебной программой дисциплины «Зондовая микроскопия» предусмотрена 

самостоятельная работа обучающегося в объеме 60 часов (1,67 зач. ед.). Самостоятельная 

работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  
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Форма самостоятельной работы студентов 
Объем 

часов 

Подготовку к контрольным работам и зачету по материалу 

лекционного курса 
20 

Анализ и усвоение материала, пройденного на лекциях и 

практических занятиях 
20 

Работа с учебной и научной литературой, включая работу с 

электронно-библиотечными системами, научными журналами из баз 

РИНЦ, Scopus и Web of Science. 

10 

Посещение тематических выставок и конференций 10 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Список контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины  

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы (по одной 

контрольной работе по каждому разделу). Результаты выполнения контрольных работ 

оцениваются в соответствии с принятой в университете рейтинговой системой оценки 

знаний. Максимальная оценка за контрольные работы составляет 60 баллов (по 20 баллов 

за каждую работу). 

Раздел 1. Контрольная работа №1  

Максимальная оценка – 20 баллов. Контрольная работа состоит из 10 тестовых и 1 

открытого вопроса. 

Примеры тестовых вопросов (студентам предлагается сделать выбор из 4х вариантов 

ответов, вариантов ответов может быть более одного): 

1. Что такое система обратной связи в СЗМ? 

2. Что такое обратный пьезоэффект? 

3. Что такое прямой пьезоэффект? 

4. Какова зависимость силы туннельного тока от туннельного барьера 

(расстояния между иглой и образцом)? 

5. В каком режиме работы СТМ получают атомарное разрешение? 

6. В какой среде невозможно проводить измерения методом СЗМ? 

7. Какое основное физическое явление лежит в основе СТМ? 

8. Какой из зондовых датчиков пригоден для сканирующей ближнепольной 

оптической микроскопии? 

9. Какой из зондовых датчиков пригоден для СТМ? 

10. Какова величина области ближнего поля в СБОМ? 

Примеры открытых вопросов: 

1. Что определяет разрешение в АСМ, а что в СТМ? Основные ограничения. 

2. Какие предельные разрешения достигнуты сегодня в мире при помощи АСМ, 

СТМ и СБОМ? Принцип подготовки образцов для получения атомарного разрешения. 

3. Какие конструкции сканеров применяются в СЗМ? Каковы их преимущества 

и недостатки? 

4. Перечислите силы, возникающие между зондом и образцом.  
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5. Опишите режимы работы АСМ в зависимости от силы взаимодействия «зонд- 

образец». 

6. Каковы преимущества и недостатки различных режимов работы АСМ? 

7. Технология производства АСМ-зондов.  

8. Методика изготовления зондовых датчиков для СТМ. 

Раздел 2. Контрольная работа №2 

Максимальная оценка – 20 баллов. Контрольная работа состоит из 10 тестовых и 1 

открытого вопроса. 

Примеры тестовых вопросов (студентам предлагается сделать выбор из 4х вариантов 

ответов, вариантов ответов может быть более одного): 

1. Что такое “tipimaging”или эффект игловой свертки? 

2. Как часто следует перекалибровывать сканер микроскопа? 

3. Какая из методик АСМ не дает представление об электрофизических 

характеристиках поверхности? 

4. Что главным образом определяет разрешение в СТМ? 

5. Какие кантилеверы должны быть выбраны для проведения магнитно-силовой 

микроскопии?  

6. Какие жидкости пригодны для исследования с помочью СЗМ?  

7. Каким методом невозможно оценить шероховатость поверхности. 

8. Что главным образом определяет разрешение в СТМ? 

9. Какое основное физическое явление лежит в основе СТМ? 

10. Как зонд подводится на расстояние нескольких ангстрем к поверхности? 

Примеры открытых вопросов: 

1. Принцип реализации анодно-окислительной литографии. 

2. Преимущества и недостатки СЗМ-литографии. 

3. Опишите основные принципы калибровки сканирующего зондового 

микроскопа.  

4. Что определяет разрешение в МСМ? Какие предельные разрешения 

достигнуты сегодня в мире при помощи МСМ? 

5. Технология производства МСМ-зондов. 

6. Исследование биологических образцов методом СЗМ. 

7. Принципы корректировки изображений СЗМ. 

 

Раздел 3. Контрольная работа №3 

Максимальная оценка – 20 баллов. Контрольная работа состоит из 10 тестовых и 1 

открытого вопроса. 

Примеры тестовых вопросов (студентам предлагается сделать выбор из 4х вариантов 

ответов, вариантов ответов может быть более одного): 

1. Основное отличие квазистатических и колебательных методик МСМ. 

2. Наногравировку (СЗМ литография) проводят с помощью? 

3. Наночеканку (СЗМ литография) проводят с помощью? 
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4. Что такое «Shear-force»? 

5. На каком из СЗМ нельзя достичь разрешения в 10 нм? 

6. Из чего изготавливают зонды для СБОМ? 

7. Какие методы (методики) СЗМ дают представление об электрофизических 

характеристиках образцов. 

8. Какой из зондовых датчиков пригоден для сканирующей ближнепольной 

оптической микроскопии? 

9. Какой из зондовых датчиков пригоден для СТМ? 

10. Какова величина области ближнего поля в СБОМ? 

Примеры открытых вопросов: 

1. Применение МСМ. Исследования магнитных наночастиц и структур методом 

МСМ.  

2. Применение ближнепольной оптики. 

3. Исследование водородных связей. Исследования морфологии и локальных 

свойств полимерных материалов.  

4. Вычисление адгезионных сил методом АСМ. Возможности и перспективы 

АСМ в исследовании синтетических химических волокон. Технология производства МСМ-

зондов. 

5. Исследование надмолекулярной структуры полимеров и композитов. 

Использование СЗМ для исследования морфологии и процессов роста. 

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (Зачет). 

Максимальное количество баллов за зачет – 40 баллов. Зачет состоит из двух 

вопросов, каждый из которых оценивается в 20 баллов 

 

Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины:. 

1. Режимы работы АСМ. Контактная атомно-силовая микроскопия. Недостатки 

контактной АСМ.  

2. Полуконтактная и бесконтактная атомно-силовая микроскопия. 

Преимущества бесконтактной и полуконтактной АСМ. 

3. Преимущества и недостатки СЗМ. Искажение изображения сканером. 

Искажения, связанные с зондовым датчиком. Принципы корректировки изображений СЗМ 

4. Преимущества и недостатки СЗМ. Искажения, связанные режимом работы 

СЗМ. Калибровка СЗМ.Возможности определения геометрических размеров с помощью 

СЗМ. 

5. Туннельный эффект. Технические основы СТМ. Режимы работы СТМ. Метод 

постоянного тока. Метод постоянной высоты.  

6. Реализация атомарного разрешения в сканирующем туннельном микроскопе. 

Преимущества и ограничения СТМ. 

7. Теоретические основы СБОМ. Эффективное преодоление оптического 

дифракционного предела. Зонды СБОМ. Разрешающая способность СБОМ. Конструкции 

ближнепольных оптических микроскопов.  

8. Современное применение методов СЗМ. Атомарное разрешение, достигнутое 

с помощью СТМ, АСМ и СБОМ.  

9. Многопроходные методики работы СЗМ. Магнитно-силовая микроскопия. 
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10. Литография в СЗМ. СТМ, АСМ литография. Преимущества и недостатки 

СЗМ литографии. 

8.3. Структура и пример билетов для зачета 

Зачет по дисциплине «Зондовая микроскопия» включает контрольные вопросы по 

всем разделам учебной программы дисциплины. Билет состоит из 2 вопросов, относящихся 

к разным разделам дисциплины. Вопросы билета предусматривают развернутые ответы 

обучающегося по обозначенной тематике. Ответы на вопросы экзаменационного билета 

оцениваются из 40 баллов следующим образом: каждый вопрос – по 20 баллов.  

Пример билета: 

“УТВЕРЖДАЮ” 

Руководитель программы 

________М.Ю. Королева 

 

 “___” ____________ 2021 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА» 

Материаловедение и технологии наноматериалов и 

наносистем 

КАФЕДРА НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИИ 

Зондовая микроскопия 

Билет № 1 

1. Режимы работы АСМ. Контактная атомно-силовая микроскопия. Недостатки 

контактной АСМ.  

2. Современное применение методов СЗМ. Атомарное разрешение, достигнутое с 

помощью СТМ, АСМ и СБОМ. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Конюхов, В. Ю.  Методы исследования материалов и процессов : учебное 

пособие для вузов / В. Ю. Конюхов, И. А. Гоголадзе, З. В. Мурга. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — (Университеты России). — ISBN 978-

5-534-13938-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467320 (дата обращения: 30.08.2021). 

Б. Дополнительная литература 

1. Гаврилова, Н. Н. Микроскопические методы определения размеров частиц 

дисперсных материалов [Текст] : учебное пособие / Н. Н. Гаврилова, В. В. Назаров, О. В. 

Яровая. - М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. - 51 с. 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

1. Интернет-сайт компании «НТ-МДТ»: http://www.ntmdt.ru 

2. Ресурсы ELSEVIER: www.sciencedirect.com 

 

 

http://www.ntmdt.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации данной дисциплины подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения: 

− компьютерные презентации лекций и семинаров – 8, (общее количество 

слайдов – более 150; количество демонстрационных роликов – 15); 

− образцы наноматериалов, пригодные для исследования с помощью 

сканирующей зондовой микроскопии – более 10; 

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов –более 30); 

− банк заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов – более 30). 

Для реализации учебной программы с использованием электронного обучения (ЭО) 

и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) применяются следующие 

образовательные технологии и средства обеспечения дисциплины: 

− ЭИОС РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

− платформы для проведения вебинаров (eTutoruim и др.); 

− платформы для проведения онлайн конференций (Zoom, Skype и др.); 

− учебный портал Moodle РХТУ им. Д.И. Менделеева (или другие LMS); 

− сервисы по доставки e-mail сообщений. 

Для проведения промежуточных и итоговой аттестации могут использоваться такие 

сервисы как: Яндекс.Формы, Zoom, Skype, отдельные специализированные модули LMS. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7/ (дата 

обращения: 22.05.2019). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

// Координационный совет учебно-методических объединений и научно-методических 

советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов высшего 

образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/ (дата 

обращения: 22.05.2019). 

− Приказ  Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими  образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных  технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA

%E0%E7/ (дата обращения: 22.05.2019). 

− Профессиональный стандарт «26.006 Специалист по разработке 

наноструктурированных композиционных материалов», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «8» сентября 2015 г. 

№ 604н; 

− Профессиональный стандарт «40.011 Специалист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработкам», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «4» марта 2014 г. № 121н. 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
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− Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru/ (дата обращения: 22.05.2019). 

− Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ict.edu.ru/ (дата обращения: 22.05.2019). 

− Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 22.05.2019). 

− ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 22.05.2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося 

направлены на повышение эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по 

дисциплине.  

Учебная дисциплина «Зондовая микроскопия» включает 3 раздела, каждый из 

которых имеет определенную логическую завершенность. При изучении материала 

каждого раздела рекомендуется регулярное повторение законспектированного 

лекционного материала, а также дополнение информацией из научной и учебной 

литературы, приведенной в разделах основная и дополнительная литература. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника.  

Изучение материала разделов заканчивается контролем его освоения в форме 

контрольной работы. Результаты выполнения контрольных работ оцениваются в 

соответствии с принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. 

Максимальная оценка контрольных работ составляет по 20 баллов каждая. . 

Совокупная оценка текущей работы обучающегося в семестре складывается из 

оценок за выполнение контрольных работ. Максимальная оценка текущей работы в 

семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается итоговым 

контролем в форме зачета. Максимальная оценка на зачете составляет 

40 баллов. 

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, 

набранных в семестре (контрольные работы) и на зачете. Максимальная общая оценка по 

дисциплине составляет 100 баллов. 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение 

баллов соответствует п.10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением 

кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об 

используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается 

с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

Основной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Зондовая 

микроскопия», является выработка у студента понимания принципов и возможности 

использования методов сканирующей зондовой микроскопии для исследования 

наноматериалов. 

С целью более эффективного усвоения студентом материала данной дисциплины 

рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий использовать 

конкретные примеры исследования наноматериалов с помощью различных методов 

сканирующей зондовой микроскопии. 

На первом вводном лекционном занятии преподавателю необходимо уделить 

внимание: 

-современным методам анализа, использующимся для анализа и визуализации 

наноматериалов; 

- преимуществам и недостатками сканирующей зондовой микроскопии по 

сравнению с другими методами анализа; 

- разнообразию методов сканирующей зондовой микроскопии; 

- общим представлениям о разрешающей способности сканирующей зондовой 

микроскопии. 

- областям применения методов сканирующей зондовой микроскопии. 

В разделе «Основы сканирующей зондовой микроскопии» рекомендуется подробно 

рассмотреть каждый из основных методов СЗМ: сканирующую туннельную микроскопию, 

атомно-силовую микроскопию и сканирующую ближнепольную оптическую 

микроскопию. Начать рекомендуется с исторически первого метода -  СТМ. В каждом 

методе необходимо уделить внимание: конструкции прибора, типу зондового датчика, 

преимуществам, ограничениям, режимам работы, разрешающей способности и областям 

применения метода. 

В разделе «Возможности СЗМ» следует уделить внимание многопроходным 

методикам СЗМ, методам, позволяющим исследовать электрофизические и магнитные 

характеристики образцов. Обязательно выделить возможности и ограничения таких 

методов. Кроме того, рекомендуется подробно рассмотреть преимущества и недостатки 

СЗМ и методы борьбы с ними. У магистрантов должно быть представление о принципах 

формирования изображения, а также искажениях в СЗМ, вызванных различными 

факторами: сканер, зондовый датчик, внешние помехи и пр. 

В разделе «Применение СЗМ» необходимо подробно рассмотреть максимальное 

разрешение, достигнутое с помощью различных методов СЗМ, а также их возможности и 

перспективы для исследования различных нанообъектов. Уделить внимание формату 

данных, количественному и статистическому анализу в СЗМ. Важно рассмотреть аспекты 

визуализации и статистической обработки СЗМ данных.Кроме того, необходимо 

сфокусировать внимание на «непопулярных» областях применения СЗМ.  

Для более глубокого изучения предмета в рамках самостоятельной работы 

преподаватель может рекомендовать обучающимся ознакомление с публикациями в 

периодических журналах и Интернет-ресурсах и посещение выставок, связанных с 

тематикой дисциплины. 
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11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение 

баллов соответствует п.10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением 

кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об 

используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается 

с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов учебной 

деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; рассылка 

учебно-методических материалов по электронной почте; текущий контроль в режиме 

тестирования и проверки домашних заданий; самостоятельная работа и т.д. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде:  

• объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не 

сокращается и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

данной дисциплины. При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме 

онлайн; 

• смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателем в 

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины) и ЭОР (часть учебного материала (например, лекции) может быть заменена 

ЭОР).  

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который обеспечивает 

обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, 

необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем 

многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2019 составляет 1708372 изданий. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 
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Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов. 

  Архив Издательства American Association for the Advancement of Science.Пакет «Science 

Classic» 1880-1996  

 Архив Издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005  

 Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 1874-

1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999  

 Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска первого 

номера по 2010, 1869-2010  

Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого выпуска 

каждого журнала по 1995, 1849-1995  

  Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого выпуска 

каждого журнала по 1998, 1890-1998  

  Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с первого выпуска 

каждого журнала по 1996, 1798-1997  

  Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital Archive 

(CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011  

  Архив журналов Королевского химического общества(RSC). 1841-2007  

 Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996 

 
Бесплатные официальные  открытые ресурсы Интернет: 

1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  http://doaj.org/  

Ресурс объединяет более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний (около 2 

миллионов статей) из134 стран мира. 

2. Directory of Open Access Books (DOAB) https://www.doabooks.org/ 

В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставленных 122 

научными издательствами. 

3. BioMed Central  https://www.biomedcentral.com/ 

База данных включает  более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, медицине и 

естественным наукам. Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном доступе. 

4. Электронный ресурс arXiv  https://arxiv.org/ 

Крупнейшим бесплатный архив  электронных научных публикаций по разделам физики, 

математики, информатики, механики, астрономии и биологии. Имеется подробный 

тематический каталог и возможность поиска статей по множеству критериев. 

5. Коллекция журналов MDPI AG   http://www.mdpi.com/ 

 Многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой для 

рецензируемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG (Базель, 

Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных электронных журналов, 

находящихся в открытом доступе. 

6. Издательство с открытым доступом InTech  http://www.intechopen.com/ 

   Первое и крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом   

  доступе, около 2500 научных изданий. Основная тематическая направленность -   

  физические и технические науки, технологии, медицинские науки, науки о жизни.   

7. База данных химических соединений ChemSpider  http://www.chemspider.com/ 

ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая быстрый доступ к 

более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной информации.  Ресурс 

принадлежит Королевскому химическому обществу Великобритании (Royal Society of 

Chemistry). 

8. Коллекция журналов PLOS ONE http://journals.plos.org/plosone/ 

http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
http://www.mdpi.com/
http://www.intechopen.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
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PLOS ONE – коллекция журналов, в которых публикуются отчеты о новых исследованиях 

в области естественных наук и медицины. Все журналы   размещены в свободном доступе 

(Open Access), все статьи проходят строгое научное рецензирование. 

9. US Patent and Trademark Office (USPTO)  http://www.uspto.gov/ 

     Ведомство по патентам и товарным знакам США –– USPTO –– предоставляет  

     свободный доступ к американским патентам, опубликованным с 1976 г. по 

      настоящее время. 

10. Espacenet - European Patent Office (EPO)   http://worldwide.espacenet.com/ 

Патенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких международных 

патентных бюро, в том числе послные тексты патентов США, России, Франции, Японии и 

др. 

11. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru  

Информационные ресурсы ФИПС свободного доступа: 

    -Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 

    -Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения. 

    -Рефераты российских патентных документов за 1994–2016 гг. 

    -Полные тексты российских патентных документов из последнего официального 

      бюллетеня. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Композиционные 

материалы» проводятся в форме практических занятий и самостоятельной работы 

обучающегося. 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе:  

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 

учебной мебелью. 

Библиотека, имеющая рабочие места, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и выходом в Интернет. 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Иллюстрации к практическим занятиям. 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства:  

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных 

изданий. 

http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п.п. 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество лицензий Срок окончания 

действия лицензии 

1.  
Calculate Linux Desktop 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  
LibreOffice 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  
ABBYY FineReader 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  
7-Zip 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

5.  
Google Chrome 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  
VLC Media Player 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

7.  
Discord 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  
Autodesk AutoCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

9.  
IntellIJIDEA 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

10.  
FreeCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  
SMath Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

12.  

Corel Academic Site 

Standard 

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

Лицензия для активации 

на рабочих станциях, 

покрывает все рабочие 

места в университете 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

13.  
Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

500 лицензий 12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

14.  
GIMP 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 

Software) Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

http://www.jetbrains.com/idea/buy/license-matrix.jsp
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Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Основы 

сканирующей 

зондовой 

микроскопии (СЗМ) 

 

Знает: 

 - классификацию методов сканирующей 

зондовой микроскопии; 

- устройство и принцип работы и физические 

основы сканирующих зондовых 

микроскопов; 

 - общие представления о разрешающей 

способности различных видов сканирующих 

зондовых микроскопов; 

- принципы реализации атомарного 

разрешения в сканирующих зондовых 

микроскопах; 

- принцип и режимы работы различных 

видов сканирующих зондовых микроскопов. 

Умеет: 

- использовать стандартные методики СЗМ 

для анализа наноматериалов. 

Владеет: 

- методами работы с научной литературой и 

электронно-библиотечными ресурсами по 

теоретическим и технологическим аспектам 

сканирующей зондовой микроскопии. 

 

Оценка за КР №1 

 

Контрольная работа 

№ 1. 

Оценка на экзамене 

 

Раздел 2. 

Возможности СЗМ 

Знает: 

- общие представления о разрешающей 

способности различных видов сканирующих 

зондовых микроскопов; 

- принципы реализации атомарного 

разрешения в сканирующих зондовых 

микроскопах; 

- принцип и режимы работы различных 

видов сканирующих зондовых микроскопов. 

Умеет: 

- анализировать изображения и данные, 

полученных различными методами СЗМ; 

- формулировать технические требования к 

объектам исследования. 

- использовать стандартные методики СЗМ 

для анализа наноматериалов. 

Владеет: 

- навыками обработки изображений, 

полученных различными методами СЗМ  

- принципами проведения эксперимента на 

современных приборах сканирующей 

зондовой микроскопии. 

- методами работы с научной литературой и 

электронно-библиотечными ресурсами по 

теоретическим и технологическим аспектам 

сканирующей зондовой микроскопии. 

 

Оценка за КР №2 

Контрольная работа 

№ 2. 

Оценка на экзамене 
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Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 3.  

Применение СЗМ 

 

Знает: 

- общие представления о разрешающей 

способности различных видов сканирующих 

зондовых микроскопов; 

- принципы реализации атомарного 

разрешения в сканирующих зондовых 

микроскопах; 

- принцип и режимы работы различных 

видов сканирующих зондовых микроскопов. 

Умеет: 

- анализировать изображения и данные, 

полученных различными методами СЗМ; 

- корректно определять морфологию 

нанообъектов и наноматериалов;  

- использовать стандартные методики СЗМ 

для анализа наноматериалов; 

- формулировать технические требования к 

объектам исследования. 

Владеет: 

- навыками обработки изображений, 

полученных различными методами СЗМ  

- принципами проведения эксперимента на 

современных приборах сканирующей 

зондовой микроскопии. 

- методами работы с научной литературой и 

электронно-библиотечными ресурсами по 

теоретическим и технологическим аспектам 

сканирующей зондовой микроскопии. 

 

Оценка за доклад 

Оценка на экзамене. 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 

08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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